Локальная атомная структура сегнетоэлектрических материалов после механоактивации по данным рентгеновской спектроскопии.
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Сегнетоэлектрики со структурой перовскита являются перспективными материалами, использующимися в различных электронных устройствах. Одной из наиболее важных задач при их производстве   является создание материалов с заданными свойствами. Методы механоактивации позволяют влиять на электрофизические свойства материалов, поскольку способствуют накоплению структурных дефектов [1,2]. Поэтому целью работы является изучение структуры материалов после процессов механоактивации, реализованной разными способами.
[bookmark: _GoBack]В данной работе, с использованием метода полного многократного рассеяния, реализованного в программном комплексе FEFF8 [3], выполнено исследование малых искажений и структурных дефектов в образцах PbNb0.5Mn0.5O3, PbCo0.5Nb0.5O3 и PbSc0.5Ta0.5O3 после механоактивации. Выполнен анализ влияния механоактивации на структуру и свойства сегнетоэлектрических материалов на основе взаимодополняющих методик: XANES, EXAFS. Кроме того, был проведен сравнительный анализ физических величин, характеризующих структурное состояние исследуемых материалов до и после механоактивации. Исследования влияния механоактивации на электрофизические свойства сегнетоэлектрических материалов были исследованы в широком диапазоне частот и температур.
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